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Использование жесткого излучения X-пинча для диагностики взрыва тонких проводников в различных средах
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Электронные пучки, генерируемые в X-пинчах, являются источником рентгеновского излучения с жесткостью от 30 до 100 кэВ. В зависимости от материала проволочек этот источник имеет размеры 100-300 мкм и длительность свечения 2-30 нс. В данной работе показано, что интенсивность и жесткость такого излучения позволяют использовать его для получения изображений различных объектов, помещенных в плотную среду вне вакуумной камеры диода на расстоянии нескольких метров от источника. Представлены результаты экспериментов по получению изображений взрыва проволочек в газообразных и жидких средах с использованием жесткого излучения X-пинча в диоде установки БИН (270 кА, 150 нс; ФИАН). Исследуемые проволочки взрывались разряде небольшого внешнего генератора с зарядным напряжением 20 кВ и током до 10 кА, имеющим фронт длительности 200 нс.
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